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Zarzqdzanie Jakoiciq Dotyczy: postepowania przetargowego na dostawe elipsometru - nr_sprawy

15O 9001

F2/28/2024/zP.

Zamawiajacy, dziatajagc na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zaméwien
publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pdin. zm.)
przekazuje te$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami tresci Specyfikacji Warunkow
Zaméwienia.

Pytanie 1.
Dot. odpowiedzi na pytania z dnia 4.11.2024 r., zatqcznika nr 1 do SWZ i SWZ.

OdpowiedZ na pytania wygenerowata zmiane w Zatqgczniku nr 1 do SWZ w tabeli
Parametry punktowane, tj. usuniecie punktu 3.

Czy Wykonawcy majq przez to rozumiec, ze ulegt zmianie réwniez bilans punktéw
(rozdziat XV, SW2), tj. :

cena waga: 80 %

jakos¢ techniczna: 20 % ?.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie zmienia wagi kryterium oceny ofert.

Pytanie 2.

Dot. minimalnej kwoty wykonanych dostaw

Wykonawca w przeciggu ostatnich 3 lat zrealizowat 2 dostawy elipsometrow dla
jednostek naukowych. Obie z nich, z uwagi na charakter prowadzonych badan, nie
wymagatly uwzglednienia petnej automatyki (tj. stolik mapujgcy i automatyczne
ustawienie platformy prébek) w konfiguracji urzqdzen, co przetozyto sie na koricowe
(nizsze) kwoty dostaw.

Czy w zwiqzku z tym, Zamawiajgcy zaakceptuje 1 dostawe elipsometru na kwote 575
605 PLN netto?
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie zmienia warunkow udziatu w postepowaniu.

Pytanie 3.
Dot. zatqcznika nr 1 do SWZ

Zamawiajgcy wymaga:

10.3 Detektor InGaAs pracujgcy w zakresie co najmniej: 1005 — 2500 nm

- Rozdzielczos¢ spektralna: co najmniej 6 nm

- Szerokos¢ pasma (FWHM): od okoto 20 nm (przy 1000 nm) do okofo 40 nm (przy
2500 nm)

Elipsometr spektroskopowy, ktdry chcemy zaoferowac, posiada zdecydowanie lepszg
rozdzielczos¢ spektralng dla zakresu NIR. Okazuje sie to byc niezwykle przydatne
w badaniach niektdrych warstw, np. tlenku bgdz azotku krzemu lub ich kombinacji, tj.
periodycznych uktaddéw warstw o wiekszej (mikrometrowej) grubosci.

Jak pokazujg ponizsze dane (wycinek z noty aplikacyjnej producenta) niewystarczajqgca
rozdzielczos¢ w zakresie NIR, moze przetozyc¢ sie na btedny pomiar amplitudy, a tym
samym na bfedne wartosci zarowno wspdfczynnika zatamania sSwiatta jak i grubosci
warstwy. Lepsza rozdzielczos¢ (rzedu 2,5 nm i mniej, w zakresie spektralnym 1000-2500
nm) jest gwarantem uzyskania prawidfowych wynikow badan.

Jesli Zamawiajgcy uzna dane za przekonujgce, a lepszq rozdzielczosc, jako korzystng
w planowanych badaniach, zwracamy sie z prosbq o umieszczenie punktu dot.
rozdzielczosci spektralnej w parametrach punktowanych, w miejsce punktu trzeciego,
ktory zostat usuniety.

What exactly is the effect of the selected spectral resolution?

Three measurements of a 25 pm SiO, / Silicon sample were performed with FTIR
ellipsometry using different spectral resolutions of 64, 32, 16, and 8 cm-'.

The plots show the results for three different resolutions of 64, 32, and 8 cm'' (16 cm-' is
practically indistinguishable from 8 cm'! and therefore not shown)

There is a clear dependency of the amplitude of the fringes with spectral resolution. The
highest resolution of 8 cm-! leads to high and sharp fringes. A lower resolution of 32 or
64 cm' leads to an increase in damping of the amplitudes and less sharp fringes.

A wrong amplitude leads to wrong refractive index n results and film thickness d.

Strona2z3

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

02-668 Warszawa, al. Lotnikow 32/46, Tel.: +4822 5487816, 5487805| imif.lukasiewicz.gov.pl
AE:PL-32190-17732-FJIEG-29; e-mail: sekretariat@imif.lukasiewicz.gov.pl

NIP: 521-391-06-80, REGON: 387374918, BDO: 000505091

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydziat Gospodarczy KRS nr 0000865821

Konto bankowe: mBank S.A. 47 1140 1977 0000 5580 4500 1001



Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie zmienia wymagan i parametréw technicznych na dostawe elipsometru.

Uwagal!
Zamawiajacy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie stajg sie integralng czescia
Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia i bedg wigzgce przy sktadaniu ofert.
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